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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAI D’ETANCHEITE APPLICABLE AUX GUIDES D’ONDES
SOUMIS A LA PRESSION ET A LEURS DISPOSITIFS D’ASSEMBLAGE

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes ol sont
représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord
international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le veeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs
régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ot les conditions nationales le permettent. Toute
divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, &tre indiquée
en termes clairs dans cette derniére.

PREFACE

~ Laprésente norme a été préparée par le Sous-Comité 46B: Guide d’ondes et dispositifs accessoires, du
Comité d’Etudes n° 46, de la CEI: Cables, fils et guides d’ondes pour équipements de télécommunica-
tions.

Cette deuxiéme édition de la Publication 261 de la CEI remplace la premiére édition parue en
1968.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Régle des Six Mois Rapport de vote

46B(BC)104 46B(BC)107

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti a
I’approbation de cette norme.

Les publications suivantes de la CE I sont citées dans la présente norme:
Publications n°s 68-1 (1988): Essais d’environnement, Premiére partie: Généralités et guide.
68-2-17 (1978): Deuxiéme partie: Essais — Essai Q: Etanchéité.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEALING TEST FOR PRESSURIZED WAVEGUIDE TUBING
AND ASSEMBLIES

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I EC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National

Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion
on the subjects dealt with. ‘

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that
sense. )

3) In order to promote international unification, the I EC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of
the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC
recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 46B: Waveguides and their accessories, of IEC
Technical Committee No. 46: Cables, wires, and waveguides for telecommunication equipment.

This second edition of I EC Publication 261 replaces the first edition issued in 1968.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months’ Rule Report on Voting

46B(CO)104 46B(C0O)107

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Report
indicated in the above table.

The following I EC publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 68-1 (1988): Environmental testing, Part 1: General and Guidance.
68-2-17 (1978): Part 2: Tests — Test Q: Sealing.

’



-6 — ' 261 © CEI

ESSAI D’ETANCHEITE APPLICABLE AUX GUIDES D’ONDES
SOUMIS A LA PRESSION ET A LEURS DISPOSITIFS D’ASSEMBLAGE

1. Domaine d’application

La présente norme spécifie des méthodes de mesure uniformes pour les essais d’étanchéité des
composants et assemblages de guides d’ondes a surpression interne. Ces méthodes de mesure sont
mises en ceuvre tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif.
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SEALING TEST FOR PRESSURIZED WAVEGUIDE TUBING
AND ASSEMBLIES

1. Scope

This standard specifies uniform measuring methods for sealing tests for pressurized waveguide
components and assemblies. These measuring methods are carried out with regard to quantity and

quality.



	
	
	
	
	
	
	



